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電子情報技術産業協会技術レポート 

 

表面実装(SMD)端子形コンデンサの 

低 ESR/ESL 測定方法の技術報告書 

Technical report of low ESR/ESL measuring method 
on surface mount capacitors 

 

序 文 パソコンを始めとする IT 機器の中央演算処理(CPU)部は，急激な速さで高速制御化が進み，

IT 機器を動作させるには，大電力を CPU に安定して供給しなければならない。その供給を担っている

のが，DC-DC コンバータ，チョークコイル及びコンデンサで構成される電源回路である。高速化された

CPU においては，CPU 自体の消費電流が増大するとともに，駆動電圧が低下してきており，許容される

電圧変動範囲が狭くなっている。CPU に電力を供給する電源ラインの電圧変動を最小限に抑えるため，

電源回路にはナノ秒(n sec.)レベルの高速な負荷変動応答が求められ，これを補うためのバックアップ

コンデンサが必要となっている。 

 従来，この用途のコンデンサには，低 ESR(等価直列抵抗)のものが用いられてきたが，負荷変動が高

速化するに従い，ESR が支配する領域より，さらに高い周波数領域で低インピーダンス特性を持つ，低

ESL(等価直列インダクタンス)コンデンサが求められ，市場では既に，その特性を持ったコンデンサが

使用されている。 

 一方，コンデンサの ESL 値は，極めて小さくなってきており，測定方法の違いによる測定値の差異が

無視できないレベルになっているにもかかわらず，統一された測定方法が確立されていない。また，測

定状態の微細な変化は測定値の安定度を低下させ，測定結果の再現性に大きな影響を与えることがわ

かってきた。 

 これら低 ESR/低 ESL に対する測定方法に関する調査を行い，測定方法の概要を固めるとともに，この

方法の妥当性を確認するため，各社でのラウンドロビン試験などを実施し，測定方法の有効性を検証し

たので，これを技術報告書としてまとめた。 

 

1. 適用範囲 この技術報告書は，静電容量 10 μF～1000 μF，自己共振周波数 1 MHz 以下，外形寸法

3.2 mm×1.6 mm～7.3 mm×4.3 mm，ESR 20 mΩ 以下，ESL 5 nH 以下の樹脂コートもしくはモールドさ

れた SMD(表面実装用部品)の角形コンデンサ(積層セラミック，導電性高分子系のタンタル電解・アル

ミニウム電解など)の ESR/ESL に対する事前調査及びその検討結果に基づいて，各社で実施したラウン

ドロビン試験に対する測定結果並びにこれら結果の検証に対する報告書である。ただし，試験方法につ

いては，別途作成するものとする。 
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